
』in
中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 523-88

200型 万 能 比 较 仪

1987年12月21 B批准 1988年10月1日实施

国 家 计 量 局



，令.令二’心峥.奋峥.令、
…

石
备
扩 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

扣

声
t
t

.

.-.
、

200型万能比较仪检定规程

Verification Regulation of

Universal Comparator 200

  JJG 523-88

月卜.月卜.今 .月卜 今 .月卜.今 勺

    本检定规程经国家计量局于1981年12月21日q1t准，并自1988

年10月 1日起施行.

归口单位， 湖北省计量局

起草单位: 湖北省计量测试研究所

本规程技长条文由起q单位负贵解释。



本规程主要起草人:

            吴 少忠

          胡才茂

      今加起草人:

          徐玉华

(湖北省计量测试研究所)

(湖北省计量测试研究所)

(湖北省计量测试研究所)



目 录

一 把 zlt

检定项目和检定条件.，·”·”··⋯⋯

检定要求和检定方法·”···.““·，一

(一)内测附件···”，·‘·‘“一’”一‘，.‘”’

(吮)零位指示器·”二’·’·‘””‘’.“’“’

~一
三

四 应定洁果的处理和俭定周期······二··⋯

(t)

(a)

(7)

(11)

(15)

06)



JJG 523- 88 共16页 第 I页

200型万能比较仪检定规程

本规程适用于新制的、使用中和修理后的200型万能比较仪的检

                          一 概 述

    200型万能比较仪是一种符合阿贝原则的多用途计量仪器，可通
过不同的部件或f̀{件实现不同的测量。用象点瞄准装置可测量孔径、

槽宽、外径和平行平面间的距离;用光电测量管可测量刻线的间距等，
!C用内测附件可测量内螺纹中径、螺距，零位指示器用于测量盲孔的

孔径等.

    仪器的测量范围为0-x200 mm。光学读数式分度值为0.5 gym,

光栅数显式分度值为0.1 Um, 0.2 pin.
    仪器的外形如图1,图2所示。

                        图 1

1一底座，2一微动手轮，3-可iP丁作台，‘一象点瞄准装置，

        5一光学读数装置，6-刻度尺;7一滑板
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                  图 2

1-光电测量管，2一光栅数显装置，3一光栅尺.

    4一光栅数显电箱，5一光电测量管电箱

                二 检定项目和检定条件

    1  200型万能比较仪的检定项目和主要检定工具列千表1.
    2 检定时室内温度为20士0,50C,温度变化每小时不超过。?℃，

被检仪器在室内平衡温度的时间不少于2411,检定工具在室内平衡温

度的时间不少于4 h.

                  三 检定要求和检定方法

    3 外观和各部分的相互作用

    3,1要求:

    3,1,1仪器各工作而上，应无锈蚀、碰伤、明显划痕以及影响使
用的缺陷;仪器非工作表面应无脱漆及生锈等缺陷.

    3,1,2光学系统成象应清晰.视场内应无灰尘、水渍、油迹 亮

度应均匀.

    3,1,?各活动部分运动应平稳、无松动和k住现象，锁紧手柄、

紧固螺钉的作用应切实可}W"
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    3.1.4当按下滑板两端的任一电钮时，用手轻推滑板即可移动，

松开时，用手轻推滑板不移动。

    3.1.5仪器滑板移动时，数显装里在0-x200 mm内应加减计数

正常，无漏数现象，并在任何位置上都能清零.
    3.1.6仪器上应标有制造厂名 (或厂标)和出厂编号。

    3.1.7使用中和修理后的仪器对3.1.1项和3.1.2项的要求，允

许有不影响使用准确度的上述缺陷.

    3.2检定方法:观察和试验。
    4 滑板移动的直线度

    4.1要求:200 mm长度上应不超过5 gm 或200 mm长度上应不
超过5',

    4.2检定方法.用工作面直线度不大于1 Itm的专用平尺及分度

值为0.001 mm的询微表检定，再用分度值为Iv的自准直仪检定.
    用专用平尺和测微表检定时，将平尺固定在工作台上，测微表固

定在象点瞄准装置的显微镜上，使测微表的测量头与平尺工作面接

触，调整平尺与滑板移动方向平行.将测微表示值调到零位或其邻近

的某一值，全程移动滑板，观看测微表上的示值变化，最大与最小读
数之差即为滑板移动的直线度。检定应分别在水平面和垂直面上进

行。

    用1.自准直仪检定时，在仪器滑板或工作合卜放置平面反射镜，

自准直仪安装在与仪器同一稳固的基体上，调整自准直仪和反射镜，

使反射回来的十字象在目镜视场的中央，全程移动滑板.从自准直仪卜

读数，最大和最小读数之差即为滑板移动的直线度.检定应分别在水

平面和垂直面上进行。

    5  200 mm刻度R与滑板移动方向的平行度

    5.1要求:200 mm刻度尺的刻线在全长上应同样清晰，应无目

力可见的倾斜.

    5.2检定方法:移动滑板，在读数装置中观察毫米刻度尺的刻线
影象，在全长七均应同样清晰.

    侈功滑板，使毫米刻度尺零线的线端与 汪一微米刻线的线端相
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切，再移劝滑板，观珍毫米刘度尺尾线的线端 否与原微米刻线的线
端同样相切.

    6 读数装置中各刻线的相对位骨

    6,1要求:措标线与微米刻线、毫米刻度尺的刻线与0,1 mm刻

度尺的刻线应平行，无视差，毫米刘度尺的刻线应上下对称子0,1 tnm
刻度尺。

    6,2检定方法:转动微米分f板，使任一条微米刻线与指标线相
靠并留有适当光隙，观察两刻线是否平行及有无视差。这一检定应在
微米分划板均匀分布的4个位74, F.进行.

    再移动滑板，使毫米刻度尺的刻线与0,1 mm刻度尺的任一双刻

线对准后，观察是否平行及有无视差，同时观看毫米刻度尺的刻线是

杏上下对称千0,1 mm刻度尺.这一检定至少在分布于毫米刻度尺

的4个位置上进行.

    7 微来芬划板刻度市心与间转中心的重合性、正反转的重合性

    7,1要求:微米分划板刘度中心相对干回转中心应无目力可见的

偏移现象，正反转的重合性应不超过0,2 wm,
    7,2检定方法:转动微米分划板，观察各微米刻线线端相对干指

标线的距离，不得有日力可见的明显变化.

    对任一毫米刻线，转动微米分划板Ri'n准t'数，正向和反向各检3
次，取平均位，两个平均值之差为正反向重合性误差.这一检走应在

均匀分布于微米芬划板的4个位置七进行.

    8  0.1-M刻度尺与毫米刻度尺的相符性

    8,1要求:应不翅过0, 3 am,

    8,2检宁方法:将一毫米刻线套在0,1 mm刻度尺首端V *q线内

对准，然后观看相邻的另一条毫米刻线是否与。.了mm刻度尺末端双
刻线对准，并在微米刘度卜读数，以3次测号的平均佑作为扣符性误

差。这一枪定至少在毫米刻度尺两端和中间3个位置上进行.

    ，微米分划板刻度与0 1 mm刻度尺的相符性
    9,1要求:应不超过0,2 tam,

    9,2检定方法:转动微米分划板，使其零线与指标线对准，微动
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汾板使毫米刻度尺任一刻线与。,I mm刻度尺的双刻线对准;然后，

再转功微米分划板，使毫米亥」线对准其相邻的另一双刻线，读出微米

刻度的FK线与指标线的偏移量，以3次测量的平均值作为相符VT误

差.这一检定至少在。，1 mm刻度尺两端和中间3个位ii.L进行。

    10 读数装置的示值误差

    10,1要求:应不超过0, 4 um,

    10,2检定方法:毛分度值为‘).I Jim的电感式比较仪和二等量块
检定。

    将电憾式比较仪PI定在仪器的基座上或安装在象点瞄准装置的显

微镜1;'，将三珠工作合固定在仪PIN工作台上，调整电感式比较仪，使

其测员轴线平行于滑板移动方向 并通过三珠工作台的中心位异

    转动微米刻度，使其零线与指标线对准 移动滑板，使凳米刻度

尺的任一毫米刻线与0, 1 mm刻度尺的零线对准，将尺寸为Imm的

量块放入电感式比较仪的测量头与兰珠 f作台之间 并调整电感式比

较仪的示值于零位或邻近的某一值，然后将尺寸为1.07, 1.:1么
1,06, 1. 08, 1,1, 1.5, 2 mm的量块f戈次放入电感式比较仪的则量
头与共珠工作台之hl,侈动滑板，使读约装置的示值处F.述相应受

检点，在电感式比较仪上读数，何 点取4次测FU的平均直作为该点

的读数值。各点示值误差6按 (1)式计算.
        6,“(a.一ao)一(AL，一△L,)    (PM) (]、

式中: a,, a,— 受 检点和起始点电感式比较仪 L的 凑数值

                      (!+m):

    )L,, AL,- 受检点和起始点所用量块的偏差 (Jim),

    读数装置的示值误差，以各点误差中最大俏和最小值之差确T.-

    II 光栅数显装置的示值稳定度

    11.1要求:仪器预热20 mir.后，在无外来干扰的情况下 拼饭

处于任一位置时，数字 K示位应稳定，Ih内共变化应不超过数9.最

低位的一个字‘

    11.2检定方法:观察和试吩，
    12 光橱数显装置的细分M差
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      12,1要求:应不超过0, 3 W-,

    12,2检定方法:用分度值为。.l ilm的电感式比较仪和二等量块

检定。

    检定时，所用电感式比较仪和兰珠工作台的安装和调整，与10,2
款所述方法相同。光栅数显装置清零，将尺寸为I mm的量块放人电
感式比较仪的测量头与三珠工作台之间，并调整电感式比较仪的示值

于零位或邻近的某一值，然后将尺寸为1,005, 1,01, 1,02 mm的量

块依次放入电感式比较仪的测量头与三珠工作台之间，移动滑板，依
次使数显值为。,005, 0,01, 0,02 mm，在电感式比较仪上读数.每

一点取4次测量的平均值作为该点的读数值，各受检点的误差d:按

  (1)式计算.

    光栅数显装置的细分误差以各受检点的误差中最大值一与最小值之
差确定.这一检定应在光栅尺的首尾和中间3个位置上进行.

    13 象点瞄准装置分划板双刻线与滑板移动方向的垂直度

    13,1要求:应无目力可见的倾斜.

    13,2检定方法:用。级刀口直角尺检定.
    将直角尺安置在工作台上，升降象点瞄准装置，直到视场中看到

清晰的刀口影象.借助工作台，调刀门影象平行滑板移动方向，然后

观看双刻线是否平行于直角尺的短边，不允许有目力可见的倾斜.

    14象点瞄准装置洽立臂移动与滑板移动方向的垂直度
    14,1要求:应不超过0,02 mm,

    14,2检定方法:用63 x40 mm的1级宽座角尺和分度值为
0,001 mm的测微表检定·
    将测微表固定在象点瞄准装置的显微镜上，升降象点瞄准装置，

使测微表的侧量头与工作台面接触，6.1整工作台面与滑板移动方向平

行，然后将角尺安装在工作台上，重新固定测微表，使测微表的测量

头接触角尺工作面，并将测微表示值调在零位附近，全程升降象点瞄

准装置，观看测微表示值变化.测微表上最大与最小读数之差为垂直

度。

    15 象点瞄准装置上卜物镜焦点的重合性
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    15.1要求:上下物镜焦点不重合对测量值的影响应不超过0.2

林m.

    15.2检定方法:用二等量块检定‘
    用一块尺寸为20 mm的量块作为基准尺寸，再用两块尺寸为5

mm左右的量块将其研合成图3的形状。调整工作台面与滑板移q9)方

向平行，将研合好的童块放置在工作台上，借助工作台，调量块的工

作面垂直于汾板移功方向.等温后测量组合体的内、外尺寸。各测10
次取平均值作为内、外尺寸的测得值L, Lz.为消除量块平行度误

差的影响，再将20 mm的量块前后调头重新组成图3的形状，重复

上述测量过程，得L;. La.

      卜下物镜点不重合对测量值影响的误差△按(2)式求得。

一士一L, + L;2一LE +Lz2(一 (2)

    1‘ 光电测量管狭缝象与滑板移动方向的垂直度

    16.1要求:应无目力可见的倾斜.
    16.2检定方法:将玻璃线纹尺固定在工作台上，光电测量管装

上适合于该线纹尺线宽的物镜，升降光电测量管，直至目镜中看到清
晰的狭缝象和刻线象，调整工作台，使线纹尺平行于滑板移动方向，

然后观察狭缝象是否与刻线象平行，不得有目力可见的倾斜.
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    17 光电测量管照明光轴与滑板移动方向的垂直度

    17.1要求:照明光抽与册板移功方向应垂直.

    17.2检定方法:将工作台面与滑板移动方向调平行。玻璃线纹

尺置于工作台上，升降光电测量管，直至目镜中看到清晰的刻线象，

微微升降光电测量管使刻线象稍有离焦，观看刻线弥散象旧对于原位

是否均匀扩散.

    18 光电测量管指示值与光栅数显装置数显值的相符性
    18.1要求:相符性误差不超过全量程 1%;对使用中或修理后

仅将光电侧量管作为瞄准定位使用的仪器，相符性误差应不超过

20%.

    18.2检定方法:按16.2款的方法配r_物镜，调整好光电测量
和玻璃线纹尺.将狭缝象套在刻线象上，微动滑板使光电测量管的16

示值 (或数显值)走过全量程，观看光栅数显装置上的数显俏是否与

之相符.必要时，可调整光电测量管电箱上的各相关旋祖，使相符程

度达到最佳状态，这时的相符性误差按 (3)式计算:

A-旦
  A

- x 100% (3)

式 中: A— 光电测量管的全量程值 (wm)s
B- 相应的光栅数显值 印M).

仪器的示值误差

19.1要求:

象点瞄准:应不超过士(0.5+L300+、H -) (wm),106

光电瞄准:应不超过上(0.3+L300(lam).

式中: L- 被检仪器的任意测量长度 (mm) y
        H- 测量面距标准刻尺的距离 (mm).

    19.2检定方法:光学读数式仪器用二等量块或一等玻璃线纹尺

检定，光栅数显式仪器只用一等玻璃线纹尺检定.
    用二等量块俭定时，移动滑板使仪铬起侧位置处在零位或其邻近
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的某一值.将量块放在工作台上，调整工作台，使量块工作面与滑板

移功方向垂直，并在象点瞄准装置中对准量块左工作而，依次对50,

100, 150, 200 mm量块进行测量。每次测量前都应按上述方法进行
调整，取4次测量的平均值作为测得值.各点误差(3c技 (4)式计算.

            6,=(a‘一ao)一L,   (mm)               (4)

式中. ‘，、a.- -受检点和起始点的测得值 (mm),

            L,- 量块的实际尺寸或玻瑞刻度尺所月J的一段实际尺

                    寸 (MJM).

    用一等线纹尺检定时，移动滑板使仪器起测位置处在Y位或其邻
  的某一值 (光栅数显式仪器则处于基座刻度尺零位附近)。将玻璃

  文尺放在工作台上，调整其与滑板移动方向平行，并使其零All线在
象点瞄准装置的双刻线中对准 (或光电测量管的狭缝中央对准，在光

电测量管的指示表或数显窗中指零)，记下起始读数 (光栅数显装置
清零).依次每隔25 mm检定一点.重复测量4次，取4次测量的平

均值作为测得值.各点误差按(4)式计算。
    仪器示值误差以各点的最大值与最小值之差确定.

      (一)内 测 附 件

    20 测量轴移动与滑板移动方向的垂直度

    20.1要求:应不超过5 wm,

    20,2检定方法;用垂直度不大于3"的专用直角尺检定‘将工作
台面按 14,2款的方法调整到与扮板移动方向平行，然后橄动滑板，

使测量轴的测头接触直角尺工作而的上端 (成下端)，瞄准后读取仪
器上的读数，再移动测童轴使测头接触直角尺工作面的另一端，瞄准

后读取第二饮读数，两次读数之差即为垂直度。

    21测量轴移动的直线度
    21,1要求:应不超过3 Ixm,

    21,2检定力法:用直线度不大于1 Jim的专用直角尺检定 将直
角尺放置在_〔作台上，T形测头接触直角尺工作面，调整工作台摆功
螺丝，使T形测头分别接触直角尺工作面上下端时，目镜内十字线象

处于同一位置.全程移动测量轴，观看十字线的变动，借助树板的移



J七16页 第12贡 刀 G 523- 85

功，在仪器读数装置中读数，测出十字线象的最大变动量，此变动量
即为直线度.

    22 测量杆与滑板移动方向的垂直度
    22,1要求:应不超过0, 02 mm,

    22.2检定方法:用63 x 40 mm的1级宽座角尺和06 x70 mm的

轴杆检定.按14.2款的方法将工作台面与滑板移动方向调平行，角

尺固定在工作台上.取下T形测头，换上检定用 的功6x70mm轴

杆.微动滑板使轴杆母线恰好与角尺工作面贴合 (上下无光缝)，从

目镜中观看十字线是否与双刻线对准，若有偏离，则移动滑板，在仪

器读数装置中读数，测出十字线偏离量即为垂直度。

    23毫米钊叮尺与测量轴移动方向的平行度

    23,1要求:毫米刻度尺的刻线在全长上应同样清晰，无目力可

见的倾斜.

    23,2检定方法:移动测量轴，在内测附件的读数显微镜内观察

毫米VI JT尺的刻线象在全长上是否同样清晰.

    移动测量轴，使毫米刻度尺零线的线端与任一微米刻线的线端相
切，再移动测最轴，观察毫米#%11度尺的尾线的线端是否与同一条微米

刻线的线端相切，应无目力可见的变化.

    24 读数显微镜内各刻线的相对位置

    24,1要求:指标线与微米刻线、毫米刻线与0.1 mm刻线之间

应平行，无视差，毫米X11线应上下对称于0,1 mm刻度尺。

    24.2检定方法:同6,2款.

    25 微米分划板刻度中心与回转中心的重合性、正反转的重合
性

    25,1要求:微米分划板刻度中心相对于回转中心应无目力可见

的偏移;正反转的重合性应不超过。.3 um,
    25,2检定方法:同7,2款.

    26  0.1 mm刻度尺与毫米刻度尺的相符性

    26,1要求:应不超过0.3 Rm.

    26,2检定方法:同8.2款。
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    27 微米分划板的刻度与。.1 mm刻度尺的相符性
    27,1要求:应不超过0.311-.

    27,2检定方法，同9,2款。

    28 待数显微镜的示值误差

    28,1要求:应不超过0 , 4 w-,

    28,2检定方法:同10,2欲。

    29测力 ，
    29,1要求:应不超过0,110,03N。

    29,2检定方法:用测力计或祛码检定.
    30  T形测头定位的变动性

    30,1要求:应不超过0,5 w-,

    30,2检宗方法:将一基块固定在 了作台上.T形测头与之接栖，

对准后在权器的读数装置巾读数，微动滑板贡复进行10次对准和读

数，读数中晨大和聂小值之差为定位变动性.

    31  T形测头与滑板移动方向的平行度

    31,1要求:守不超过0,01 mm,

    31,2检定方法:用工作面直线度不大干10m的专用平尺、塞尺
或早块枪定。

    将专用平尺放置在Z作台上，调整其垂直面和水平而与滑板移动
方向平行.T形测头靠近专用平尺，用帚块或塞尺测量两测球与专用

平尺之间的间隙，两间隙之差即为平行度.

    这一检定应分别在水平面和垂直面_h进行。

    32 测量头的球径和球心距

    32,1要求:球径d的检定极限误差应不超过1 0.5 um,球心距

乙为被检仪器测得的实际尺寸，在检定证书上给出.

    32,2检定方法:球径d在接触式千涉仪上用兰等量块以比较法

检定。测量头的球心距在被检仪器上用三等量块组成内尺寸或标准环

规 (检定不确定度0, 3 pm)检定.

    球心距L的检定:按14,2款的方法调整工作台与滑板移动方向

平行 将量块组合休或环规放置在工作台上，被检T形测头装在内J})
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附件卜，按图4所示对量块组成的内尺寸或标准环规进行测量，取3

次测量的平均值作为尺寸A的M9得值.球心距L按 (5)式计算.

                  ， d， +a,

        L=D一A一卫万，一 (mm)             (5)

式中: D— 三等员块组合内尺寸或标准环规的直径 (mm),
        A一一测得伙 (mm) s

    d,, d:一一_Z形测头两测球的实测直径 (} ).

    33 内测附件的示值误差

  33.1要求:应不超过1(1+扁)(，，·式电“为内测附件
毫米刻度尺的任意检定长度.

    33.2检定方法:用三等量块、量块夹及V形槽定位块或兰等量

块、垂直测量头检定.
    用三等量块、量块夹及V形槽定位块检定时，升降测量轴使毫米

刻度尺零刻线处在0,1 mm刻度尺中间位置，将带有底座的量块夹固

定在工作台上，在量块夹中装上定位块，沿立臂升降内测附件，微动
滑板，使T形测头进入定位块的V形槽中 (见图5)，再微动测量

轴，在瞄准目镜中找到十字线移动的拐点，然后在内测附件的读数
显微镜中读数.重复上述过程进行3次测量，取3次测量的平均值作

为起始点的读数0o。然后松开量块夹，在定位块和量块夹定位面之
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间依次装上尺寸为异0, 60, 90 mm的三等量块，夹紧并等温后按上
述同样操作方法检定各点，取3次侧量的平均值作为各受检点的读

数.各点的误-̀按 (4)式计算.

    若仪器备有垂直测量头，则取下T形测头，装上垂直测量头进行

检定.检定时，在工作台上固定一个筋形工作台，将工作台面与滑板

移动方向调平行。升降测量轴使毫米刻度尺的零刻线对在。.1 mm刻
度尺的中间位置，然后沿立臂升降内测附件，使垂直测量头与筋形工

作台接触 (或在其间垫一块量块作保护块，以后都要将该保护块研

合在各检定的量块上》，微调测量轴，使目镜内十字线与双刻线对准，

在内测附件的读数显微镜内读出起始点的读数.然后在筋形工作台上
分别放上尺寸为30, 60, 90 mm的三等量块，垂直测头与之接触，

并使十字线与双刻线对准，读出受检点的读数.同样测量3次取平均

值，各点误差按 (4)式计算.
    示值误差以各点的最大值和最小值之差确定。

遏49 }jqzi
            图 S

1-带有底座的最块央。2一盆块，

8-T形测头，4-v形槽定位块

  (二) 零 位 我 示 器

34 测量杆与滑板移动方向的垂直度
34,1要求:应不超过0,02 mm,

34,2检定方法:用63 x 40 mm的一级宽座直角尺和(k3,1)、70
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mm的轴杆检定。检定方法同22.2款。
    35 测力

  135.1要求:应不超过。.1 1 0. 03 N.

    35.2检定方法:用测力计或祛码检定.

    3    ;36 定位的变动性
    36.1要求:应不超过0.5 um.

    36.2检定方法:同30.2款。

    37 测量头的球径
    37.1要求:球径检定极限误差应不超过0.5 wm，枪定结果在检

定证书_b给出。

    37.2检定方法 在接触式千涉仪上用三等量块以比较法检定。

                四 检定结果的处理和检定周期

    38 经检定符合本规程要求的200型万能比较仪应填发检定证

书，不符合本规程要求的发给检定结果通知书，并应注明不合格项

目。

    39  200型万能比较仪的枪定周期可根据仪器的使用情况确定，

一般为一年.


